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MEMORTA DESCRIPTIVA
DE UNA PATENTE DE INVENCION, POR VEINTE AROS BN ESPANA, A FAVOR
DE CORNING GLASS WORKS, DE NACIONALIDAD NORTEAMERICANA, RESIDEN
TE EN CORKNING NQv. (E.E}U.U;).

s o0bre:
"UN METODO ‘PARA IA MEDICION DE LA SECCION DE LA MASA DE UN CUER
PO SOLIDO MEDIANTE RAYOS X",

v - La presente invenciéh se refiere a un procedimiento de ca-
librar mediante Rayos X, v mids en particular a un método de ca-
librar mediante el uso de rayos X, la masa o drea de la seccidn
transversal de un articulo de composicidn conocida o de compo-

sicidén que se sabe tiene unas caracteristicas de absorcién de

los rayos X idénticas a las de otro articulo cuya seccidn tfang
versal se conoce. Todavia mds especificamente, la invencién se

refiere a un método de calibrar el 4drea de una seccibdn de un ar
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ticulo de composicidn conocida, seccidn que estd formada por la
o.o,g!o

interseccidn de un plano imaginario que pasa por un pgg prede-
terminado de dicho articulo formando angulo recto cSnfh&cho eje.
La presente invencién resulta Util para calibra¥:la masa o

drea de la seccién transversal de articulos longitudinaies, ta-

les como bielas, &rboles o barras, por ejemplo, y es*¢® particu-

" lar utilidad para calibrar la seccibn transversal de.de“parte

circinada de articulos longitudinales huecos que tiewen-unas di-
*ee?
mensiones exteriores conocidas, tales como tubos, poy ¢liemplo.
s ¢ *
En el calibrado de tubos de dimensiones exteriores cdrg¢idas, la
: oo o

invencidn estd especialmente indicada para calibrar el 4rea de

la porcidn circinada de tubos que se mueven longitudinalmente,

" tales como tubos de vidrio estirado,mientras, se estira.

En la patente estadounidense n® 3.027.457 expedida el 27
de marzo de 1962 a nombre de Raymond J. Mouly se describe un
sisteﬁa de calibrar tubos en el Que el tubo de vidrio se ilumi-
ns o irradia desde una fuente de energia radisnte y una porcidén
de la imigen formada asi se explora para producir una forma de
onda que representa las dimensiones del didmetro exterior y del
interior y el espesor de la pared del tubo ifradiado. Una ver-
sibn de la invencién protegida por dicha patente (figura 72) ,
se refiere al empleo de rayos X como la forma de energia radian
te empleada. Al,empiear rayos X para irradiar el tubo, se pro-
duce una forma de onda similar a la ilustrada en la figura 5%
de la-patente y tal forma de onda se suministra después a una
serie de circuitos de diferenciacidn, de formacién de impulsos
y de entrada para produoir‘impulsos‘que representan las dimenf
siones del tubo. Para 1los expertos en la materia resultarad evi-
dente que el sistema de calibrar mediante rayos X descrito en

la patente de Mouly se puede adaptar para obtener la configura-

7”—\
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‘cibn y dimensiones de la seccidn transversal de un objeto de

composicidén conocida, es decir, de una composicidn ééﬁ:bafab-
ter{sticas de absorcién de los rayos X conocidas. éiﬁ‘émbar—
go, para calibrar articulos en movimiento, también e§é€Vidén«
te que un sistema de calibrar mediante 1a»explora016§;€§ tales
objetos como tubos de vidrio mientras se estiran, no.ee un sis
tema de calibrar absolutamente continﬁo, y que la exaqfitud de
tal sistema de calibrar depende de la velocidad de L§§’ciclos

de exploracidn y que se pueden incluir errores en lag: medidas

e s

calibradas debido a la velocidad a que se mueve el qbie?o gque
puede sér excesiva en relacién con la velocidad de déaa!ciclo
de exploracidny Por consiguiente, un objeto de la presente in
vencidn es ofrecer un método de calibrar continua y exactamen-
te las dimensiones interiores de un tubo en movimiento de di-
mensionés'externas'conocidas, independientemente de la veloci-
dad a que se mueva dicho tubov

Otra finalidad de la invencién es presentar un método de
calibrar el Area de la seccidn transversal de las porciones
huecas de un tubo en movimiento cuyas dimensiones exteriores
se conocen, métodé en el gue no se incluye ﬁinguna fase de ex~
ploracidn.

Un tercer fin de la presente invencidn consiste en propor
cionar un'método simplificado de calibrar la masa o 4rea de una
seccidn transversal de un objeto cuando se conoce la configu-
racidn de tal seccidn transversal o cuando es indiferente.

Una cuarta finalidad de la invencién es procurar un méto-
do de calibrar el 4rea de la seccién transversal del hueco in-
terior del articulo cuando ‘se conocen las dimensiones externas
del artfculo por el plano de tal seccidén transversal.

Un quinto objeto de la invencién es el presentar un méto-
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do sencillo de determinar el Zrea de una seccidn transversal

de un artloulo cuando " tal secclon transversal tiene wyreconfi-

£ ®es

guracién irregular o asimétrica. : LR

o o

Del curso de la siguiente descripcidn se despreﬂi?rén otros.

fines y caracteristicas de la invencién. }':?

Para llevar a la prictica el método que aqui se ,dgscribe,

el tubo u otro articulo que se desea calibrar se expone, en seg .
LR N ]

cién transversal a un haz enfocado de rayos X y se determina

!.0.

la absorcidn ‘de rayos X de tal haz por el objeto expuesto para

produ01r una sefial que representa dlcha absorcidn de. rajos X,

C e

y esta sefial se compara con otra sefial de parametro ‘46 Absor-
cidn conocida para producir una sefial resultante que represen-
ta la masa de seccidn transversal del articulo expuesto.

Con referencia.a los dibujos adjuntos:

1a figura 18, es una representacidn esquemdtica en blo-
que de 1a versién preferida del método de la presente invencidn;

la figura 22, es una representacidén esquemdtica en blo-
que de otra versién del método de la invencidn;

las figuras %2 y 42 representan la porcidn sin absorber
de un haz de rayos’X enfodados al irradiar en seccién trans-
versal un objeto circular macizo tal como una barra de vidrio
y un articulo circular hueco tal como un tubo de vidrio, res-
pectivamente, )

Se cree que es.conveniente seflalar aqui que la palabra
"masal tal'como aqui se emplea significa la extensidén o canti-
éad dé 4drea, es decir, la extensidén de materia en dos direccio
nes solamente limitada por las dbs dimensiones de ancho y es-
pesor, siendo relativamente infinitesimal la tercera dimen-
sidn.

Los calibradores de espesor mediante rayos X son muy co-



o

10

15

20

25

e -
DANNA SN A,

nocidos y en el Manual de Instrucciones SP-1283C, titulado

"Mark IV XTG-3 X-ray Thielness Cage”, publicado por’&1”Depar-

z e o0

tamento de Rayos X de la General Electrlc Company, de'Mhlwau—

kee, Wisconsin, se ilustra y describe un tipo de compgrador

de tal calibrador. El calibrador descrito en el Man?éi;de Ins
trucciones emplea un primer haz de rayos X de medida;;ineal
que se dirige contra un material cuyo espesor se quiefeécali-
brar y algunos de estos rayos atraviesan dicho material;.y un

segundo haz de rayos X de referencia lineal que se drrmge con~-
tra una cufia regulable de un materlal de comp081c1on;édécuada
que absorba las rad1a01ones. Toda diferencia en 1la a%sor016n
de_rayos X por parte de dichos materiales produce una sefial

de salida gue representa la diferencia en espesor de los mate-
riales y que se emplea para fegular la cufia de suerte que sea
igual la absorcién de rayos X de los dos materiéles.. Dicha se-

fial de salida se suministra también a un medidor o 1ndlcador

de desviaciones que da una indicacidn de la direccibn y grado

- de desviacidn del espesor de dicho material con respecto a un

modelo prefijado. El'punto de regulacidén o de posicidn de.la
cufia de material, indica tambiénAel'espesor del material medi-
do. '

En la versién preferida del método de la presente inven-

cidén, como se ilustra en la figura 12 de los dibujos, se pue-

' de emplear una forma modificada de un calibrador similar al des

crito en el Manual de Instrucciones'antes citado, y tal cali-
brador modificado emplea una fuente de rayos X (11) que emite
un primer haz de rayos X enfocados de medir o calibrar, siendo
la anchura de tal haz igual o mayor que la dimensién exterior
mayor de la seccién transversal del objeto o tubo, tal como en

(13), que se va a calibrar. Desde dicha fuente se emite también
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un segundo haz de rayos X enfocado de referencia. DPrimero se

.

. *
comparan y regulan los haces para asegurar que ambod *‘tl&nen

una intensidad igual § después Ge emplea el primer haz® enfoca~

do para irradiar o iluminar dicho objeto o tubo (13)-éiendo la

proyeccidn del haz perpendicular a un eje predeterm;ﬁéﬁ? de d4i-

cho artfculo. De un modo semejante, el segundo haz gffocado
se emplea para irradiar un articulo de referencia (122 que tie~

ne unas caracteristicas -de absorcibén conocidas; éste haz se pro
vQ;q!,

yecta perpendicular a un eje predeferminado del objetfo. de refe-

e

rencia, conociéndose también la masa de la seccidn transversal

ORI

%o e

perpendicular a tal eje del objeto de referencia.
Si el objeto calibrado es macizo, es decir, no hueco como
los tubos, la comparacidn de la caracteriética de absorcibn de
rayos X de los articulos irradiados se puede usar para deter-
minar el drea de seccidn transversal del articulo calibrado.
Si, por otra parﬁe, el objeto calibrado es un tubo cuyas dimen-
siones exteriores se conocen y si la seccidn transversal del
tubo irradiado se toma perpendicﬁlar al eje lineal del tubo el
drea de seccidn transversal del tubo calibrado (o el &rea de
seccidn transversal de la parte circinada del tubo) se puede
determinar comparando las caraéteristicas de absorcidn de ra-
yos X de las secciones transversales irradiadas. Por consi-,
guiente, el paso siguiente en la versidn preferida del método
de la presente invencidn consiste en detectar la parte de cada
haz enfocado que queda sin absorber por los articulos irradia
dos asociados ¥ comparar dichas porciones detectadas de los ha=-
ces para producir una sefial diferencial que indica la diferen-.

cia de las masas de las secciones transversales irradiadas de

" dichos artfculos. Como es bien sabido en el arte, la detec-

cidn de dichas porciones sin absorber de cada hagz enfocado, se
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puede llevar a cabo en cdmaras deionizacién'coma’se indicé més
abajo. | . : " sty

Con referencia a la figura 12 de los dibgjos, éé:éﬁplea
una primera cdmara de ionizacién.fal como la (16) baré!ﬂetec-
tar la'péicién sin absorber.de uno de dichos haces yf%gzdispo-
ne para producir una sefial de salida eléctrica de unaéprimera
polaridad ¥ que representa tal porcidn detectada de 3§¥éhaz.
Para detectar la porcidén sin absorber del otro de dicktds ha-

ces se emplea una segunda cdmara de ionizacidén tal cema la (14)
¢ 20

s @ .
y se dispone para producir una seflal de salida eléc@rica de la

polaridad opuesta a dicha primera polaridad y que rebie%enta
tal porcidn detectada del otro haz. ILas salidas de las céma-
ras de ionizacidn estdn conectadas entre si y la diferencia en-
tre las sefiales de salida positiva y negativa de las cémaras
respectivas produce una sefial resultante o diferencial (posi-
tiva o negativa) que representa la diferencia de las masas o
dreas de laé secciones transversales irradiadas del articulo
calibrado y del de referencia., Tal sefial resultante se puede
suministfar a un medidor o indicador de desviaciones debida-
mente calibrado, tal como el (17) para obtener una indicacién
de la direccidn y grado de la diferencia entre tales masas. Co-
mo la masa o drea de la seccidn trénsversal irradiada del ar-
ticulo de referencia es conocida y dicha sefial diferencial es
proporcional a cualqufer diferencia de las masaso Areas de las
secciones transversales irradiadas del articulo calibrado y del
de referencia, la masa de la seccidn transversal irradiada del
articulo calibrado es proporcional a la del articulo de refe-
rencia mds o menos - Segﬁn sea ellcaso - la masa representada
pbr la sefial diferencial.

Bl valor de la sefial diferencial antes citada en términos
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de masa o 4drea de seccibén transversal, se puede determinar deé-
i

varios modos obvios. Por ejemplo, dos articulos cof®8liensio-

nes de sus secciones transversales bonocidas pero digfintas,

y de caracteristicas de absorcién de rayos X idénticd%'a las
del artfculo ¢alibrado y del de referencia antes cit??éﬁ, se
exponen simultdneamente en seccidn transversal a unos:haces de

.

rayos X enfocados diferentes del primero y segundo antes cita-
dos.. La sefial diferenéial‘asi producidac representg ;ég dimen-
siones de las secciones transversales conocidas peroggistintas

- &
y el valor de tal sefial en términos de masa o drea @&oseccién

. 533 ...
transversal se puede asi determinar, como es evidente. Si el

articulo calibrado de que se habla en el pirrafo anterior es
un tubo cuya porcidn hueca es de configuracidn circular y ecuyo.
didmetro exterior se conoce, se pueden determinar la dimensidn
del didmetro interior (y el espesor de la pared) del tubo de
un, modo obvio. partiendo de la masa de la seccidn transversal
tepresentada por el citado valorlde la sefial diferencial. Si
se quiere, tal seﬁal diferencial se puede pasar a unos componen
tes electrdnicos de linealizar para producir una nueva sefial
que represente la dimensidn del didmetro interior del tubo -es
tos .componentes de linealizar son muy conocidos. . .

8i el articulo a calibrar es tubo de vidrio estirado cuyo
didmetro exterior tiene una dimensidn gonocida, tal como el que
produce por ejemplo adoptando un sistema de control andlogo al
presentado y descrito en la patente estadounidense n? 3.035.371,

expedida el 22 de mayo de 1962 a Raymond J. Mouly y otros, el

tubo mientras se estira puede recibir radiaciones a través de

su seccidn transversal procedentes del haz enfocado de medir
del calibrador, y se puede irradiar mediante el haz enfocado

de referencia un trozo de tubo de referencia que tenga el mis-

1
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" presentan desviaciones del drea de la seccidn trans

-9~
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mo didmetro exterior, la misma dimensidn del didmetro interior

[

I EXY

deseada para el tubo estirado, y de un vidrio de la misma com-

¢ bae

. . . ~ ¢ e .
posicién que el tubo estirado. Todas las sefiales diférencia-

les producidas por el calibrador se puede consideraf’&de re--

AR

verisal del
hueco interior del tubo estirado, de o/la parte cir&ﬁhada de
una seccidn transversal de dicho tubo estirado, con,respecto
al drea similar de la seccidn transversal de la piez?fég refe-
rencia y tales sefiales se pueden emplear, ajustando;é%;ritmo
de estirado. del tubo,.para que el rea de 1a secciép?%q%ﬂsver—
sal de dicho tubo sea igual a la del trozo de tubo’gg ;eferen—
cia'y entonces la sefial diferencial serd cero.

Con referencia a la modificacidn ilustrada en la figura
28, de los dibujos,}en ella se ilustra‘una fuente de rayos X.

(21) que emite un solo haz enfocado de rayos X y se emplea para

irradiar la seccidén transversal de un objeto, tal como un tubo

de vidrio (22), que se quiere calibrar. ILa porcidn sin absor-
ber del haz de'rayos X enfocados se deteéta mediante una cémé-
ra de ionizacién (23) que produce una sefial eléctrica de sali-
da del valor de dibha porcidn de rayos sin absorber. Esté se-~
fial eldctrica de salida se pasa a un medidor (24) que da una
indicacidén o lectura del valor de dicha sefial, y por consiguien
te del valor de dicha porcidn del haz sin absorber. El valor
de la lectura del medidor (24) se calibra»previamente irradian
do un objeto macizo de referencia a través de su seccidén trans

versal, por ejemplo, una varilla de vidrio con unas caracteris-

‘ticas de absorcién de rayos X idénticas a las del tubo de vi-

drio a calibrar y de una drea de su seccidn transversal cono-
cida, con dicho haz enfocado y tomando nota de la lectura del

medidor en ese momento. Se cree que para los expertos en la

l
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materia es evidente que asi se puede determinar el drea de la
seccibén transversal del hueco del tubo de vidrio ( 6'3% 1a par

» e

te circinada dél tubo) partiendo del valor de la seflad findica-

da en el medidor (24) cuando se irradia el tubo de VIg¥io a tra |

vés de su seccidén transversal con el haz enfocado procefente
de la fuente (21) comparindolo con el valor de la sefiel indi-

cada en tal medidor cuando se irradid igualmente el Qbjeto de

: . e &
¢
st

Pars asegurar que se comprende claramente el méﬁ@@p de 1la

presente invencidn, se hace referencia a las figurasé?5 y 48

£

referencia.

(o'e
-

e &

e ‘e

~de los dibujos donde la figura 32 ilustra una varilla de vi-

drio de un didmetro determinado y de caracteristicas de absor-
cién de rayos X conocidas que se irradia a través de su seeccidn
tfansversal con un haz de rayos X enfocados de una anchura ma-
yor a dicho didmetro y de una intensidad predeterminada. Ta
zona sombreada ilustrada debajo de la verilla de vidrio repre-
senta la porcién del haz enfocado que no ha absorbido la vari-
1la. En la figura 42 se ilustra un trozo de tubo de vidrié

de didmetro externo idéntico al de la varilla de vidrio y de

la misma composicidn o de. las ﬁismas caracteristicas de absor-
cidn de rayos X que las de la varilla, y se presenta dicho tro
zo de tubo irradiado a través de su seccidn transversal por el
mismo haz de rayos X enfocados o por otro idéntico. Ia zona
sombreada ilustrada debajolde dicho trozo de tubo representa

la porcidn del haz enﬁooado que no ha absorbido el trozo de
tubo, Asi, si se suman aigebraicamente la primera y segunda
sefiales eléctricas de polaridad diferente, cada una de las cua-
les tiene un valor que representa una zona diferente de las
sombreadas ilustradas en las figuras 32 y 42, se producird una

sefial resultante o diferencial que representard o sera propor-
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la presente invencién del modo siguiente:

Cevurroociedy

cional a la diferencia que existe entre dichas zonas sombrea-
das ilustradas en las figuras 328 y 42 y, por consigdféﬁ%e, re-
presentard también la porcién hueca del.tubo‘irradiéaéég

Las siguientes modificaciones de las versiones péeferidas
antes descritas del método de la presente invenciéna;;’puede
muy bien cénsiderar como dentro del alcance ¥y espiritin de la

i .

invencidn}

»
16 %00

Una vez determinado el valor de las sefiales difierenciales
PR

en términps de masa o Adrea de la seccidn transversal.dsl modo
. o o

. . . . L3
antes descrito - ‘por ejemplo -, se puede emplear el metodo de

L
Pee

2) Se puede determinar la masa o &rea de una secciln transver-
sal predeterminada de un Articulo macizo comparando lasssﬁaieg‘
producidas al irradiar dicho articulo a través de su seccidn
transversal con uno dé los haces enfocados e irradiando un ob-
jeto de referencia que tenga las mismas caracteristicas de ab-
sorcidn de rayos X que dicho articulo.y una masa conocidaogn
su seccidn transversal, con otro de dichos haces enfocados; la
sefial ‘diferencial producida por tal comparacidn de las sefiales
de irradiaciédn, representaré 1a diferencia de las masas de las
secciones transversales del articulo calibrado y del objeto de
referencia. ]

b) De un modo similar al de calibrar el tubo, se puede determi-
nar el 4rea de la seccidn transversal del.hueco de un articulo
hueco de dimensibnes exteriores conocidas y de una configura-
cidn de su seccidn transversal triangular, rectangular, etc.,
irradiando a través de la seccidn transversal del mismo uno de
1os haces enfocados e irradiando con el otro de dicho haces un

. . I 4 .
objeto de referencia que venga las mismas caracteristicas de

absorcidn de rayos X que el articulo en cuestidn y una masa cO-
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nocida en la seccidn transversal. Ias sefiales asd consegui-

das se comparan para obtener una sefial diferencial hﬁ@arepre-
senta la ‘diferencia entre las masas de las seccioneé:?;ansve};
sales del articulo calibrado y del objeto de‘referene?a Yy, co-
mo se conocen las dimensiones exteriores y'configurééiﬁn del
articulo calibrado se puede determinar con facilidaéigl area
de la séqpién transversal del hueco del articulo calibrado.

) En el ejemplo inmediatamente anterior de la utilidad del mé-

L XY 4

todo” de la presente invencién, si el hueco del artiquip cali-

¢ e

. . . . . . a s &
brado tiene una configuracidn simétrica conocida, tal.gomo re-
. ¢ .

L)

donda, cuadrada, octogonal, etc., se pueden determifiar las di-
mensiones lineales de dicho hueco partiendo del drea de la sec- -
cidn transversal calibrada de dicho hueco como es evidente.

Debe quedar bien entendido que el método inventivo agui
descrito no se limita en quo alguno a las versiones descritas
anteriormente que se han expgesto'meramente a titulo ilustrati-
vo, si no que se pueden introducir modificaciones sin apartar-
se del espiritu y alcance de la invencidn que se reivindica en
la siguiente

T NOTA

ﬁn resumen; la presenfe solicitud recaera sobre las rei-
vindicaciones siguientes:

18.- Un nétodo para la medicidn de la seccidn de la masa
de un éuerpo sbélido mediante rayos X, caracterizado porgue el
método de calibrar el Zrea de una seccidn transversal de un ar-
ticulo, tomindose dicha seccidn transversal en un plano verti-
cal a un eje predetefminado de dicho articulo, y teniendo éste
una composicidn conocida; él referido método comprende irra-

diar dicho plano del referido articulo con un haz enfocado de

rayos X y tal haz tiene una anchura por lo menos igual a la an
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chura de dicha seccidn transversal; detectar la porcién sin ab

aorber de dicho haz enfocado para producir une seﬁai'qﬁe repre-

sente dicha porcidn sin absorber; y comparar dicha s$ejlasl con

B . . . [ 2
una segunda sefial que representa la porcidn sin absorder de un

q

¢hén trans |

A4

haz enfocado igual cuando éste irradia un drea de sg

K

Q

.

(]

versal conocida de un objeto de referencia de una cquposicidn
: .
conocida, para producir una tercera sefial que represente las
sa s eoq

diferencias de las 4reas de las secciones transversa%eg irra-

Cea?

diadas de los articulos antes citados. e,

e &0

28,- Un método para la medicidn de‘la seccién'iégia masa
R ’ LI ]

de un’cuerpo sélido mediante rayos X, segin la rei;iﬁdicacién
anterior, caracterizadobporque el método de céliﬁrar la masa
de‘érea;desconocida de una seccidn transversal de un articulo
formado de una materia con caracteristicas conocidas de absor-
cién de rayos X, comprende irradiar dicho articulo a través
del blano de tal secciédn transversai con un haz enfocado de
rayos X; detectar la porcidn sih absorber de dicho haz para
producir una primera sefial que represente tal porcidn del haz;
y comparar dicha sefial con una sefial conocida de caracteristi-
cas de absorcidn de rayos X para una masa conocida de Area de
una seccidn transversal de un objeto de referencia de caracte-
risticas de absorcidn de rayos X,conocidas, para producir una
sefial diferencial que represente la diferencia que hay entre
dichas masas de A&ress conocida y desconocida.

32,- Un método pafa 1a medicidn de la seccidn de la masa
de un éuerpo sélido. mediante rayos X, segun las reivindicacio-
nes anteriores, caracterizado porque el método de calibrar me-
diante rayos X comprende: irradiar a través de la seccidn trams

versal un ariiculo de composicidn conocida con un haz enfocado

de rayos X, - dicho haz deberd tener una anchura por 1o menos
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igual a dicha seccién transversal irradiada; detectar la parte

sin absorber de dicho haz para producir una primera?%@ﬁal que

i ¢ % se

represente dicha parte sin absorber; y comperar dicha’grimera

. » 3 - ‘.
seflal con una segunda, producida al irradiar una seedidn trans-
versal conocida . de un objeto de referencia de compdsi's¢ién co-
B . .. o
nocida con’un haz enfocado de rayos X igual para prefiucir una

~ . . . A ' .
sefigl diferencial que representa toda diferencia en énea de di-
BRE R

chas secciones transversales irradiadas, con lo que el valor
4 .

®ea

del 4rea de dichas sefial diferencial y el Area de djcha seccidn

e &2

- > . . é
transversal conocida se pueden sumar algebraicamente,.para de-
- ¢

. &

- ...5 .
terminar la masa 0 extensidn de drea de la seccidn transversal
irradiada de dicho articulo.

-

42 .-~ Un método para la medicidn de la seccidn de la masa

de un cuerpo sblido mediante rayos X, .segin las reivindicacio-

nes anteriores, caracterizado porque el método de calibrar me-
diante rayos X, comprende irradiar un articulo avtravés‘de su
seccidn transversal con un primer haz enfocado de rayos X, tal
haz de un ancho por lo menos igual a la anchura de seccidn
transvefsal irradisda de dicho articulo; irradiar a través de
su seccidn transversal un objeto de referencia con un segundo
haz enfocado de ragos X idéntico al primero, teniendo éste Ul-
timo objeto una composicidn idéntica a la de dicho articulo y

siendo conocida la masa de drea en el plano de la seccidn trans

1ver$al irradiada del citado objeto de referencia; detectar las

porciones sin absorber de dicho primero y segundo haz para pro-

~ducir une primera y uns segunda seflales de valores que repre-

sentan respectivamente las porciones sin absorber de dichos
haces y comparar dichas sefiales para producir una sefial resul-
tante de un valor que represente las diferencias que hay entre

los valores de dichas sefiales primera y segunda, representando
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también dicha sefial resultante todas las diferencigs en‘las na- |

A A -,

AN Ay

, N . 2
~®sas de las areas de los planos de las secciones traasvérsales

v

.'
2,- Un método para la mwedicidn de la seccién dedla masa
- L[ 4

de un cuerpo sélido mediante rayos X, segln las reivifgicacio-

3

irradiadas de dicho articulo y del citado objeto.

nes gnteriores, caracterizado porgue el método de aguerdo con
. 26

el punto 42 en el que dicho articulo es una barra a la, que se

sy T
irradia a través de su seccidn transversal, perpendialslarmente
® o »

..’.

a su’eje longitudinal.

% V.

. ' 3 s s @
62.- Un método para la medicibn de la seccidn fi¢ ia masa

e

de un cuerpo sbélido mediante rayos X, segin la reivihdicacidn

48, caracterizado en que dicho articﬁlo es un tubo de vidrio
eétirado mientras se estira, que tiene un didmetro exterior
constante conocido y que se irradia a través de su seccidn trans
versal perpendicularmente a sueje longitudinal.

72 .= Un método para la medicidn de la seccidn de la masa
de un'éuerpo s61ido mediante rayos X, segin las reivindicacio-
nes anteriores, caracterizado porque ei método de calibrar me-
diante rayos X comprende irradiar un articulo a través de su
seccidn transversal con un primer haz de rayos X énfocado, tal
haz ‘tendra una anchura por lo menoé igual al ancho de la sec~-
cidn transversal irradiada de dicho articuloj, irradiar un ob-
jeto de referencia con un segundo haz de rayos X enfocado idén
tico al primero, teniendo-éste objeto unas caracteristicas de
absorcidn de rayos X idénticas a las del primer articulo y la
masa de Area en el plano de la seccidn transversal irradiada
de tal objeto de referencia es conocida; detectar la porcidn
sin absorber de uno de dichos haces interceptando dicha por-

cidn sin absorber por una cémara de ionizacién dispuesta para

producir una sefial eléctrica positiva de salida con un valor
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representativo de dicha porcidn; detectar la porcidn sin ab-
sorber del otro haz intercepténd01a~con.un@ cdmara de:doniza-
cién dispuesta para producir una sefial eléctrica‘neééﬁfﬁa de'.
salida con un valor representativo de éicha porcién.éﬁﬁ abso;'l
ber; sumar algeﬁraicamente dichas sefiales para proiﬁéi; una se
NG

fial diferencial con un valor y polaridad reﬁresenta§§§é de gra
do y direccidn de cualquier diferencia que haya entr;;dichas se

e W e
L)

fiales comparadas y suministrar dicha seilal diferengial a un

s ¢ L 4

dispositivo de utilizacidn debidamente calibrado pagé;produ-

cir una indicacién o respuesta visual de acuerdo c%@Zéi grado
y direccidn de la diferencia que haya entre dichag’éégales su
madas y por consiguiente de acuerdo también con cualquier di
ferencia que haya en las masas de dreas de dichas secciones
transversales,

82.- Un método para la medicidn de la seccidén de la ma-

sa de un cuerpo sélido mediante rayos X, segﬁn~1a reivindica-

cidn 728, caractérizado porque dicho articulo es una barra irra

diada é través de su secciéﬁ ftransversal perpendicﬁlarmente
a su eje longitudinal, asi como un tubo de vidrio estirado ,
mientras se estira,'con un didmetro exterior constante cono-
cido y que se irradia através de su seccidn transvgrsal per-
pendicularmente a su eje longitudinal. ’
92 ,- "UN METODO.PARA LA MEDICION DE LA SECCION DE LA MA-
SA DE UN CUERPO SOLIDO MEDIANTE RAYOS X". '
Seglin se describe en la presente mémoria gque consta de
diecisiete hojas escritas a miquina por una sola cara y dibu-

jos. ‘ 7 -
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